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Resumo:

O efeito SERS (surface-enhanced Raman scattering) intensifica significativamente o
espalhamento Raman de adsorbatos na superficie de nanoestruturas metalicas de Ag, Au ou Cu.
A alta sensibilidade leva a fatores de intensificacdo da ordem de até 10 ordens de magnitude [1].
A construcéo de substratos SERS-ativos, com controle adequado sobre dimensodes, formas das
nanoestruturas metalicas e homogeneidade do sistema permite um melhor controle e
desempenho nos experimentos SERS [2]. Nesse trabalho foi feito um estudo da homogeneidade
de um substrato SERS-ativo de vidro modificado com o y-mercaptopropiltrimetoxisilano (MPTMS;
0 processo de silanizacdo foi também otimizado), com nanoparticulas de prata nucleadoras e
sucessivas deposicbes de prata sobre os slides de vidro através de reducédo de ions Ag in-situ
[2,3]. A molécula-prova para determinar o desempenho SERS foi o Cristal Violeta (CV), e 0
numero de deposicdes foi otimizado a fim de se obter a maior cobertura do slide. Os espectros
Raman foram obtidos utilizando o espectrdmetro Raman Bruker, modelo Senterra, com radiacao
excitante em 532nm.

Os espectros apresentaram grande variacdo de sinal, como pode ser notado pelo espectro SERS
do CV um slide com um total de 18 deposicdes de prata. Foi realizado um mapeamento da regido,
e a banda em namero de onda 915 foi integrada a fim de calcular o desvio padrdo da intensidade
SERS para 18, 21 e 24 deposi¢des. A melhor homogeneidade, e consequentemente 0 menor
desvio padréo, foi obtida com um total de 18 deposi¢des. Obtendo assim a melhor cobertura do
slide e maior intensificagdo da molécula prova. Quando aumentamos o numero de deposicoes,
verificamos uma diminuicdo da homogeneidade do sistema, devido a possivel acumulagdo do
metal apenas em regifes especificas.
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